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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYMAGANIA MINIMALNE

Dotyczy zapytania ofertowego pn.: Dostawa licencji bezterminowej specjalistycznego oprogramowania
LasX do analizy danych FLIM w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego oraz przeszkoleniem

pracownikéw w zakresie uzytkowania oprogramowania.

Parametry oferowane
(wypetnia Oferent)
L Wykonawca powinien potwierdzi¢ parametry
Minimalne parametry wymagane wymagane przez Zamawiajgacego przez wpisanie w
kolumnie C tabeli: ,tak” lub ,jak obok” lub ,zgodnie z
wymaganiami” oraz w przypadku parametrow lub
funkcji innych nalezy je podac/opisac.

Parametry techniczne

Pakiet oprogramowania LAS X STELLARIS
Offline Software-1szt

Oprogramowanie powinno miec nast.
funkcjonalnosci:

LAS X Basic License (obrdébka graficzna, podstawowe
analizy morfometryczne i intensywnosci, eksport zdjed)
- Live Data Mode - program do eksperymentéw
w czasie (np. przyzyciowych)

- Colocalization (analiza  kolokalizacji ~ struktur,
automatyczne obliczanie istotnosci statystycznej
wspotwystepowania  wg  kryterium  Persona Lub
Mandersa, overlay coefficient)

- FRET (analiza interakcji pomiedzy wyznaczonymi
czasteczkami < 10 nm)

- FRAP (analiza dyfuzji czasteczek, przepuszczalnosci
bton - FLIP, ilosci frakcji statej i mobilnej, analiza
danych z fotoaktywaciji)

- Dye Finder (mozliwos¢ rozdziatu spektralnego
barwnikéw wg réznych algorytmoéw)

- Electrophysiology (program do korelacji danych
z obrazowania z danymi)




Pakiet oprogramowania LAS X FLIM Offline
Analysis- 1szt

- Oprogramowanie powinno sktadac sie z licencji
oprogramowania do analizy FLIM oraz Phasor FLIM.

- Oprogramowanie wymaga licencji oprogramowania sterujacego
LAS X STELLARIS lub oprogramowania LAS X Stellaris Offline.
Oprogramowanie powinno miedzy innymi. :

- wyznaczy¢ funkcje IRF (funkcja odpowiedzi instrumentu)

- zawierac¢ n-wyktadnicza rekonwolucje i n wyktadnicze
dopasowanie krzywej zaniku z maksymalnie 5 komponentami

- korekcje czasu martwego i rézne algorytmy dopasowania

zaniku.

- zawiera¢ analizator FLIM-FRET, zapewnia mape wydajnosci
FLIMFRET, pozorny obraz wydajnosci FRET i mape wigzania.

Analize powinno sie méc przeprowadzi¢ zarowno na ROI, jak i na
seriach obrazéw (poklatkowych, z-stack, mozaika z Navigatora),
ktére mozna analizowa¢ jako kompletny zestaw danych lub
rozdziela¢ na obrazy. W pojedynczych pikselach oprogramowanie
powinno dopasowywac i wyswietla¢ czasy zycia oraz powinno
rozdziela¢ komponenty zgodnie z czasem zycia, co prowadzi do
wyswietlania wielokanatowego. Wszystkie opcje dopasowania
(ogdlny zanik, ROI, dopasowanie pojedynczego piksela, separacja
do kanatéw) powinny by¢ réwniez dostepne z algorytmem
dopasowywania wzorca, wybierajgc wzorzec poprzez wybranie ROI
na obrazie lub na mapie réznorodnosci zaniku.

Klucz sprzetowy dodatkowej licencji LAS X- 1szt

Inne

Gwarancja min. 12 miesiecy

Oprogramowanie powinno by¢ kompatybilne z
mikroskopem konfokalnym Stellaris 8, ktérego
producentem jest Leica (Germany). Oprogramowanie
zostanie zainstalowane na komputerze Zamawiajacego,
ktdry nie jest przedmiotem wniosku.

(miejscowosé, data) (pieczeé i podpis 0s6b uprawnionych do podej i bowiazan)




